% u jC Universidad
e de Cédiz

EXPEDIENTE EXP004/2017/19

Suministro ¢ instalacién de sustitucién del microscopio electrénico de barrido-transmisién analitico de
emision de campo de la Divisién de Microscopfa Electronica de la Universidad de Cadiz. Convocatoria
2015. Ayudas a infraestructuras y equipamiento cientifico-técnico. Subprograma estatal de infraestructuras
cientificas y técnolégicas y equipamiento (Plan Estatal 1+D+1 2013-2016). Cofinanciado por Feder (80%),
referencia UNCA15-CE-3482 (anuncio de licitacion publicado en DOUE n° 2017/S 054-099226 de 17 de
marzo de 2017 y BOE n” 66 de 18 de marzo de 2017)

A instancias del profesor responsable del contrato, D. Jose Juan Calvino Gémez, se procede a modificar el Pliego de
Prescripciones Técnicas, quedando redactado como aparece a continuacion.

C. Mejoras en Tomografia Analitica XEDS (hasta 7 puntos),

Donde dice:

Este apartado se valorara SOLO si la oferta incluye al menos dos detectores, dado que sin esta

configuracion minima resulta inviable técnicamente la realizacion de experimentos de
tomografia analitica. Se consideraran en este caso, para establecer Ia puntuacidn, los siguientes
aspectos, segun orden de importancia: (i) inclusién en la oferta de software especifico para
automatizacion de experimentos de tomografia analitica XEDS, que permita integracidén con
tomogratia STEM en imagen con registro en varios detectores. Este software debe considerar la
configuracion geométrica de los detectores incorporados en el microscopio; (i) inclusién en la
oferta de un portamuestras especifico v optimizado para tomografia analitica NEDS; (iii)
inclusion en la oferta de software para el modo de trabajo “batch XEDS tomography”, es decir
programando series de experimentos consecutivos que puedan realizarse de forma totalmente
automatizada.

Debe decir:

Se considerarin en este caso, para establecer la puntuacion, los siguientes aspectos, segun orden
de importancia: (i) angulo sélido total en la adquisicién de experimentos de tomografia analitica;
(1) inclusion en la oferta de un portamuestras especifico v optimizado para tomogtafia analitica
XEDS. Este portamuestras seria adicional a los mencionados en el punto 1.17 de descripcidn de
las caracteristicas minimas del equipamtento; {iif) inclusidn en la oferta de software especifico
para automatizacion de experimentos de tomografia analitica NEDS, que permita integracién
con tomografia STEM en imagen. Este software debe considerar Ia configuracién geométrica
del detector o detectores XEDS incorporados en el microscopio ofertado; (iv) inclusién en la
oferta de sottware para el mode de trabajo “batch XEDS tomographv”, es decir programando
series de cxperimentos consecutivos que puedan realizarse de forma totalmente antomatizada.

Se amplia el plazo de presentacion de ofertas hasta las 14:00 horas del dia 21 de abril de 2017.

En Cddiz, 2 28 de marzo de 2017
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